Zatgcznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zadanie nr 1 pn.:

,Dostawa i instalacja fabrycznie nowego (nieuzywanego) Profilometru mechanicznego wraz
z przeszkoleniem Personelu Zamawiajgcego”

Przedmiotem zamowienia jest dostawa i instalacja fabrycznie nowego (nieuzywanego) Profilometru
mechanicznego wraz z przeszkoleniem Personelu Zamawiajgcego.

Urzadzenie to musi charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami minimalnymi:

1.

10.

11.
12.

Pomiar topografii powierzchni:

Dtugos¢ skanowania:
Sita nacisku sondy:

Czutos¢ skanowania:
Zakres pionowy skanowania:

Rozdzielczos¢ w osi Z:

Powtarzalno$¢ pomiaru stopnia
0 wysokosci Tum:
Stolik na probki:

Podglad proébki:

Wymiana igiet pomiarowych:

Koncoéwka pomiarowa:
Komputer:

Oprogramowanie:
Umozliwiajgce wykonanie:

metodg kontaktowg, mierzenie grubo$ci powfoki,
chropowatosci, naprezen, defektow

(technologig profilometrii mechaniczneyj)

w zakresie co najmniej: od 50um do 55mm

w zakresie co najmniej: od 1mg do 15 mg,
regulowana z poziomu oprogramowania,

realizowana przez te samg gtowice pomiarowg
przynajmniej 60 000 punktéw pomiarowych na linie
skanowania

€0 najmniej 1mm

0,2 nm

0,5nm (1sigma)

o $rednicy co najmniej100 mm z manualnym
pozycjonowaniem XY, wymagana jest funkcja
automatycznego poziomowania poprzez
oprogramowanie

uktad optyczny, kolorowa kamera CCD o
rozdzielczosci minimalnej 3 MPix pozwalajgca na
podglad igly skanujgcej podczas pomiaru oraz
obserwacje powierzchni probki pod katem 45°

za pomocg uchwytow z magnetycznym
zabezpieczeniem, pozwalajgcych na szybkg wymiang
igiet

0 promieniu zaokrgglenia 2um

Procesor wielordzeniowy, minimum 4 GB pamieci
operacyjnej RAM, dysk twardy minimum 250GB
w ukfadzie RAID1, 64 bitowy system operacyjny
wraz z oprogramowaniem,

Monitor 23” LCD lub wigkszy.

Przystosowane do pracy z urzgdzeniem.
zautomatyzowanych pomiaréw wysoko$ci stopni;

przeliczania negatywnych i pozytywnych przejsc;
wyliczania parametréw: Ra, Rq, Wa;



zmiane wielkos¢ kursorow w zaleznosci od
skomplikowania profilu;

wprowadzajgce mozliwos¢ filtrowania w celu
wyrdzniania chropowatosci, falistosci oraz
analizowania podstawowych danych.

Z mozliwoscig instalacji wersji off-line
oprogramowania na dowolnej liczbie komputeréw

13. Prébka kalibracyjna: Nominalna wysokos¢ stopnia 9000kA (900 um).
14. Igty pomiarowe: Mozliwos¢ zakupienia igiet pomiarowych

0 promieniach zaokraglenia od 50 nm do 25 um,
a takze igiet o wydtuzonej kohcowce do pomiaréw
waskich struktur.

15. Stoét antywibracyjny pasywny: 0 wymiarach co najmniej 24x 24 cale

i wysokosci 30 cali

16. Mozliwos¢ rozbudowy: Mozliwos¢ dodania do urzadzenia opcji mapowania

prébki w 3D poprzez zamontowanie
zautomatyzowanego stolika XY

Wymaga sie przeprowadzenie instalacji wraz ze szkoleniem z obstugi w/w sprzetow
w siedzibie Zamawiajgcego dla co najmniej 3 oséb.

Wymagane jest objecie catosci gwarancjg co najmniej 12 miesieczng od dnia podpisania
protokotu odbioru.

Wymagane jest czas reakcji serwisu w ciggu 72 godz. oraz czasem naprawy nie
dtuzszym niz 21 dni roboczych, chyba ze sprzet (lub jego podzespoty) wymaga wystania
do producenta.

Dostawca jest zobowigzany do dostarczenia wszystkich niezbednych instrukcji obstugi
oraz kopii oprogramowania (jesli urzadzenie takowe wymaga)

Zadanie nr 2 pn.:

»,Dostawa i instalacja fabrycznie nowej (nieuzywanej) Napylarki prézniowej wraz
z przeszkoleniem Personelu Zamawiajacego.

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa i instalacja fabrycznie nowej (nieuzywanej) Napylarki
proézniowej wraz z przeszkoleniem Personelu Zamawiajgcego.

Urzadzenie do napylania probek dla celow SEM + EDS musi charakteryzowa¢ sie nastepujgcymi
parametrami minimalnymi:

Wymagane aby urzgdzenie umozliwiato automatyczne napylanie prézniowe metali za pomocg
rozpylania jonowego oraz napylanie weglem przy uzyciu wiékien weglowych

Zasilacze niezbedne do napylania powinny by¢ zintegrowane z urzgdzeniem

Urzadzenie powinno byé wyposazone w stolik preparatowy z mozliwoscig bezstopniowej
regulacji wysokosci ktéry pozwalat bedzie na umieszczenie przynajmniej 18 stolikéw SEM
Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w metalowg komore preparatu wyposazong w drzwi
z oknem do obserwaciji przebiegu procesu napylania

Glowica do napylania z wiékien weglowych powinna umozliwia¢ czterokrotne przepalenie
widkna bez koniecznosci zapowietrzania komory

Powinna istnie¢ mozliwos¢ wymiany zrédta metalu do rozpylania jonowego bez koniecznosci
uzycia dodatkowych narzedzi

Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w automatyczng przestone ktéra bedzie chronita
preparat przed niekorzystnymi efektami na poczatku procesu. Przestona powinna by¢
sterowana automatycznie przez urzgdzenie.



Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w ekran dotykowy sterujacy wszystkimi funkcjami
urzgdzenia.

Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w systemy bezpieczenstwa ostrzegajgce przed
nieszczelnoscig lub nieprawidtowym zablokowaniu drzwi komory.

Mozliwos$¢ rozbudowy urzadzenia w przysziosci przynajmniej o system do pomiaru napylone;j
warstwy oraz stolik z automatycznym obrotem planetarnym.

Urzadzenie powinno zostaé¢ dostarczone wraz z pompg rotacyjng o wydajnosci nim. 5m/h,
filtrem par oleju oraz wezem podtgczeniowym.

W zestawie powinno by¢ przynajmniej jedno zrédio do rozpylania jonowego oraz widkno
weglowe.

Wymaga sie przeprowadzenie instalacji wraz ze szkoleniem z obstugi w/w sprzetéw
w siedzibie Zamawiajgcego dla co najmniej 3 oséb

Wymagane jest objecie catosci gwarancjg co najmniej 12 miesieczng od dnia podpisania
protokotu odbioru.

Wymagane jest czas reakcji serwisu w ciggu 72 godz. oraz czasem naprawy nie dtuzszym niz
21 dni roboczych, chyba ze sprzet (lub jego podzespoty) wymaga wystania do producenta.
Dostawca jest zobowigzany do dostarczenia wszystkich niezbednych instrukcji obstugi oraz
kopii oprogramowania (jesli urzgdzenie takowe wymaga).

Zadanie nr 3pn.:

,Dostawa dwoch zestawéw mikroskopéw AFM/STM (z sondami skanujgcymi) — zestawy

dydaktyczne wraz z instalacja i szkoleniem personelu Zamawiajacego”

Przedmiotem zamowienia jest dostawa dwéch zestawéw  mikroskopéw ~ AFM/STM
(z sondami skanujgcymi) — zestawy dydaktyczne wraz z instalacjg i szkoleniem personelu
Zamawiajgcego

Wszystkie elementy zestawu mikroskopdw muszg by¢ wzajemnie kompatybilne, tzn. muszg
umozliwiaé wymienne korzystanie z dostarczonych podzespotéw i mie¢ wspélne opcje rozbudowy.
Wymagania wspolne dla obydwu mikroskopéw.

Wymagania podstawowe:

VI.

VII.

VIII.

Skaner piezoelektryczny z zamknietg petlg sprzezenia zwrotnego:

o zakresie ruchu co najmnie;j: 80 um x 80 um x 8 um,
Minimalny rozmiar badanych prébek:

$rednica co najmniej: 15mm,

wysokos¢ co najmnie;j: 5mm.

Stolik prébki z mozliwoscig pozycjonowania x - Y.

zakres ruchu (co najmniej): 5x5 mm.

Ukfad optyczny z kamerg do obserwacji prébki i monitorowania procesu zblizania igly oraz
skanowania.

Kontroler mikroskopu umozliwiajgcy sterowanie, rejestracje obrazéw i zmiane parametrow
pracy z poziomu komputera. Potgczenie z komputerem za pomocg interfejsu USB 2.0.
Obydwa mikroskopy muszg korzystaé z identycznego oprogramowania sterujgcego
pracujgcego w srodowisku Windows (wersja XP lub wyzsza).

Przynajmniej jeden przyrzad do wykonywania igiet STM metodg trawienia wyposazony
w kamere CCD do obserwac;ji procesu trawienia.

Mikroskop optyczny metalograficzny do obrazowania prébek wyposazony w kamere
0 rozdzielczosci co najmniej 5 Mpix monitor LCD o przekatnej przynajmniej 8 cali wyposazony
w obiektywy co najmniej x4, 10, 20, 40.Umozliwiajacy powiekszenia co najmniej 400x
Wyposazony w interface USB umozliwiajgcy transfer obrazu do komputera w czasie
rzeczywistym.

Zestaw podstawowych akcesoriéw, zestaw narzedzi i prébek testowych.

Stoty antywibracyjne pasywne dedykowane do mikroskopéw sit atomowych.



XI.
XILI.

Zestawy komputerowe do obstugi systemow z przeinstalowanym oprogramowaniem.
Stacja lutownicza na gorgce powietrze oraz wyposazona réwniez w precyzyjng kolbe
Z wymiennymi grotami.

Kazdy z mikroskopéw powinien by¢ wyposazony w dwie gtowice (moduly pomiarowe):

1. Modut mikroskopu tunelowego:
a) Glowica STM do pracy z wykorzystaniem sond wykonywanych przez uzytkownika z drutu
wraz z niezbednymi uktadami sterowania i detekcji.
b) Wymagane mody pracy:
- obrazowanie STM w trybie statej wysoko$ci (Constant Height),
- obrazowanie STM w trybie statego pradu (Constant Current);
- spektroskopia prad-odlegfosc¢ I(z) oraz prad-napiecie I(V);
- AFM (co najmniej pomiar topografii w trybie kontaktowym Ilub z przerywanym
kontaktem);
- litografia.
2. Modut mikroskopu sit atomowych:
a) Gtowica AFM z uktadem detekcji optycznej wykorzystujgca standardowe dzwignie
pomiarowe.
b) Wymagane mody pracy:
- tryb kontaktowy (contact AFM) — obrazowanie topografii i sit tarcia (LFM);
- tryb przerywanego kontaktu (non-contact AFM) — obrazowanie topografii, kontrast
fazowy;
- spektroskopia sit — pomiar krzywej F(z);
- mikroskopia sit magnetycznych (MFM);
- mikroskopia sit elektrycznych (EFM);
- litografia.

Oprogramowanie powinno umozliwiaé:

1)

2)

3)
4)
5)

6)
7
8)

9)

sterowanie parametrami pracy mikroskopu, a szczegdélnosci:

wielkoscig obszaru skanowania, predkoscig skanowania, sprzezeniem zwrotnym, sitg, prgdem
tunelowym i napieciem sonda-prébka,

zapis uzyskiwanych obrazéw i ich podglad w trakcie pomiaru, wymagany rozmiar obrazéw
co najmniej 1024x1024 punktéw,

opracowanie wynikow,

odejmowanie ptaszczyzny i usuwanie zakrzywienia spowodowanego ruchem skanera
fitrowanie i wygtadzanie rejestrowanych przebiegdéw, obliczanie pochodnych, analiza
Fouriera obrazéw

analize statystyczna obrazéw (histogramy, charakterystyka chropowatosci powierzchni)
prezentacja obrazéw w formie 2D i 3D oraz profili wzdtuz wybranych linii

podstawowg obrdbke graficzng obrazéw: wycinanie fragmentéw obrazéw, nanoszenie skali,
nanoszenie napiséw, zmiana kolorystyki

zapisywanie obrazéw postaci map bitowych (przynajmniej formaty JPG i TIF).

Wymagania dodatkowe:

Wymaga sie przeprowadzenie instalacji wraz ze szkoleniem z obstugi w/w sprzetéw
w siedzibie Zamawiajgcego dla co najmniej 3 oséb

Wymagane jest objecie cato$ci gwarancjg co najmniej 24 miesieczng od dnia podpisania
protokotu odbioru.

Wymagane jest czas reakcji serwisu w ciggu 72 godz. oraz czasem naprawy nie dtuzszym niz
21 dni roboczych, chyba ze sprzet (lub jego podzespoty) wymaga wystania do producenta.
Dostawca jest zobowigzany do dostarczenia wszystkich niezbednych instrukcji obstugi oraz
kopii oprogramowania (jesli urzgdzenie takowe wymaga)



Zadanie nr 4pn.:

,Dostawa i instalacja fabrycznie nowego (nieuzywanego) Ultramikrotomu z komora

mrozeniowa wraz z przeszkoleniem Personelu Zamawiajacego”.

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa i instalacja fabrycznie nowego (nieuzywanego)
Ultramikrotomu z komorg mrozeniowg wraz z przeszkoleniem Personelu Zamawiajgcego.

Urzadzenie do sekcjonowania skrawkéw w temperaturach pokojowych oraz w zamrozeniu
charakteryzujgce sie nastepujgcymi parametrami:

Wymagane sekcjonowanie preparatow zaréwno w zakresie skrawkéw ultra cienkich od 1nm
do 2500nm oraz w zakresie skrawkow semicienkich od 2,5um do 15um

Urzagdzenie powinno umozliwiaé szybkos$¢ ciecia przynajmniej w zakresie od 0,1mm/s dla
doktadnego sekcjonowania do 100mm/s dla funkcji automatycznego trymowania.

Sterowanie urzadzeniem powinno by¢ realizowane za pomocg kolorowego wyswietlacza
dotykowego wspdélnego dla ultramikrotomu i komory mrozeniowej

Urzadzenie powinno posiada¢ wbudowany uktad antywibracyjny oraz dodatkowo w zestawie
powinien by¢ dostarczony stét antywibracyjny z podtokietnikami dedykowany do oferowanego
ultramikrotomu.

Oswietlenie catego obszaru ciecia jak réwniez przeswietlenie przez sekcjonowany preparat
realizowane diodami LED.

Urzadzenie powinno posiada¢ uktad automatycznego posuwu preparatu z silnikiem krokowym
w zakresie 200um.

Mozliwo$¢ zapamietywania przynajmniej pieciu najczesciej uzywanych ustawien dla grubosci
i szybkosci ciecia, wySwietlanych stale na panelu sterujgcym.

Mozliwosé zapamietywania ustawien poszczegdlnych uzytkownikéw/prébek/nozy i tworzenia
raportéw z ich pracy.

Ultramikrotom powinien by¢ wyposazony w mikroskop stereoskopowy oraz uchwyt do
stereomikroskopu z mozliwoscig sterowania ostroscig, z regulacja eucentrycznego
wychylenia. Do mikroskopu powinna by¢ dotgczona kamera umozliwiajgca transmisje procesu
sekcjonowania na zewnetrzny monitor.

Ultramikrotom powinien by¢ wyposazony w komore mrozeniowg umozliwiajgcg sekcjonowanie
preparatéw w temperaturach ponizej zera dostarczona wraz z elektrodg antystatyczng

W komorze mrozeniowej powinna istnie¢ funkcja ustawienia réznych temperatur dla prébki
zamontowanej w gtowicy, dla noza zamontowanego w uchwycie, dla gazu w samej komorze
Wymagane aby urzadzenie posiadato zacisk do nozy szklanych i diamentowych,
z ustawieniem kata nachylenia noza w zakresie -2° do +15°, z podziatkg 1°.

Przesuw podstawy uchwytu do nozy szklanych i diamentowych powinien by¢ automatyczny
we wszystkich kierunkach: przod/tyt, lewo prawo.

Wraz z urzgdzeniem powinny zosta¢ dostarczone przynajmniej dwa uniwersalne uchwyty
preparatu, jeden do prébek ptaskich oraz dwa klucze imbusowe do zaciskania preparatu
w uchwytach a takze zestaw akcesoriéw umozliwiajgcy rozpoczecie pracy na ultramikrotomie.
W zestawie z ultramikrotomem powinna zostaé dotgczona tamarka do nozy szklanych
wykorzystujgca metode zbalansowanego tamania oraz ptytka grzewcza do montowania
tédeczek na nozach szklanych.

W zestawie przynajmniej jeden n6z diamentowy o szerokosci ostrza min. 3mm.

Wymaga sie przeprowadzenie instalacji wraz ze szkoleniem z obstugi w/w sprzetéw
w siedzibie Zamawiajgcego dla co najmniej 3 oséb.

Wymagane jest objecie cato$ci gwarancjg co najmniej 12 miesieczng od dnia podpisania
protokotu odbioru.

Wymagane jest czas reakcji serwisu w ciggu 72 godz. oraz czasem naprawy nie dtuzszym niz
21 dni roboczych, chyba Ze sprzet (lub jego podzespoty) wymaga wystania do producenta.
Dostawca jest zobowigzany do dostarczenia wszystkich niezbednych instrukcji obstugi oraz
kopii oprogramowania (jesli urzgdzenie takowe wymaga).



